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Yasa Bagh Makiiler Dejenerasyonda
Gorsel Uyarilmis Potansiyeller

Yasar DURANOGLU!, Berrin AKTEKIN?, Cemil APAYDIN',
Giiler AKSU', Yilmaz OZGUREL!

OZET

Bu ¢alismada yas ve kuru tip Yasa bagli Makiiler Dejenerasyonlu (SMD) hastalar ile saglikli in-
sanlarin 51 gozii incelendi. Hastalara rutin géz muayenesi, Fundus Fotografisi, Fundus Flouressein
Anjiografi (FFA), Gorsel Uyarilmis Potansiyeller (VEP) uygulandi. Saglikli kontrol grubuna FFA
yapilmadi. Uygulanan Flag ve Pattern VEP sonrasi Pioo, N7s, Nias latanslari, N7s/Pioo, Pioo/N1ss amp-
litidler1 6l¢limii yapilarak her ii¢ grup sonuglari kendi aralarinda kiyaslandi. Pioo latans: N7s/Pioo ve
Pioo/N1as amplitiidleri SDM'lu her iki grupta kontrol grubuna nazaran anlaml olarak farkli bulundu.
Boylece SMD'lu hastalarda VEP'in degerlendirilmesinin hastalifin takibinde yararh olabilecegi so-
nucuna varildi.

Anahtar Kelimeler: Yasa Baghh Makiiler Dejenerasyon, Gérsel Uyarilmis Potansiyeller.

SUMMARY

VISUAL EVOKED POTENTIALS IN AGE RELATED MACULAR DEGENERATION
This study was carried out of fiftyone eyes of the patients who have exudative or non-exudative
Age Related Macular Degeneration (AMD) and healthy volunteers. Conventional ophtalmic exa-
mination, Fundus Photography, Fundus Flouressein Angiography (FFA), Visual Evoked Potentials
(VEP) were performed all of the patients. FFA was not taken in healthy volunteers. Pioo, N7s, Niss la-
tencies and N7s/Pioo, P10o/Niss amplitudes were measured from both Flash and Pattern VEP and the
results were discussed.
In exudative and non-exudative AMD groups Pioo latencies, N7s/Pioo, Pioo/N14s amplitudes were found
significantly different than healthy volunteers whereas the other results were similar. Finally, to eva-
luate VEP in AMD patients may be important for monitoring these patients.Ref-vit 1997;5:168-176
Key Words: Age related macular degeneration, Visual Evoked Potentials.

GIRIS kat incelemeleri, optik sinir ve grme yollar
SMD batili iilkelerde 50 yasin iizerindeki ile oksipital gorsel korteksin fonksiyonlarini

toplumlarda diizeltilemeyen goérme keskinligi
azalmasinin onde gelen nedenlerinden biridir.
Bilateral olarak goriilen bu patolojide 65 yas-
larinda ilk gozde gorme keskinliginde azalma
baslar, diger goziin her yil icin %12 oraninda
etkilenme olasilig1 vardir. Hastalarin %60'inda,
70 yas civarinda, her iki gozlerinde gérme kes-
kinligi olduk¢a azalmigtir.! SMD'da klinik ve
ge¢ histopatolojik degisikliklerin iyi do-
kiimente edilmesine kargin, gergcek nedeni ve
primer degisiklikler hakkindaki goriisler hala
tarigmalidir. Bu hastalikta gelisen yeni ko-
rodal damar olusumlari hastaligin kérliikle so-
nuclanmasina neden olmaktadir.
Elektrooftalmolojik testlerin objektif ve gii-
venilir olmalari, retinanin fonksiyonunu kat

1. Dr. Akdeniz Uni. Tip Fak. Goz Hast. ABD
2. Dr. Akdeniz Uni. Tip Fak. Néroloji ABD

degerlendirmeleri gibi o6zellikleri vardir. Bu
testlerle hangi hastalarin risk altinda oldugunu
sdylemek miimkiin olabilmektedir. Gérsel
Uyarilmig Potansiyeller retinanin 1gikla uya-
rilmasma cevap olarak gorsel oksipital kor-
teksten alman elektiriksel sinyalerdir. Merkezi
retinanin gdrme korteksinde temsil edildigi
saha periferik retinaya kiyasla cok daha hii-
yiiktiir. Bu nedenle bu test temel olarak ma-
kiiler fonksiyonlarin gostergesi olarak kabul
edilebilir.® Bu ¢calismada da SMD'da olusan or-
ganik degisikliklerin VEP'e etkileri aras-
tirllarak  bu yOntemin tami  degerleri ir-
delenmistir.

MATERYAL VE METOD

Akdeniz Universitesi Tip Fakiiltesinde yi-
riitiilen bu ¢aligmanin kapsamina alinan has-
talara ¢aligmanin amaci anlatilip, szlii olurlari
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YAS CINSIYET  |GORME KESKINLIGi
YAS TIiP SMD 60- 85 4 kadin
n: ?5 (68.5 +4.3) 6 erkek 4 mPS - 8/10
KURU TIP SMD 50-88 5 kadin )
n: 21 (65.9+3.1) 8 erkek 1/10 - Tam
56 -70 6 kad
KONTROL GRUBU | (625 +0.5) A etk 8/10 - Tam

Tablo I. Gruplarin yas, cinsiyet, gorme keskinligi yontinden 6zellikleri

alindi. Hastalarin gérme keskinligi 6l¢iimii ya-
pilarak refraksiyon kusuru varsa diizeltildi. Bi-
omikroskopi, pupil ¢apr 6l¢iimii, tonometri,
pupil dilatasyonu ve fundoskopi yapildi. Biitiin
hastalarin Zeiss marka fundus kamera ile renk-
li fotograflari alindi. SMD'u olan hastalara
FFA uygulandi. Biitiin bu iglemlerden sonra

hastalar yas ve kuru tip SMD olarak iki gruba .

ayrildilar. Sistemik veya lokal olarak elekt-
rofizyolojik degisikliklere neden olabilecek pa-
tolojisi olan hastalar ¢alisma kapsamina alin-
madilar. Kontrol grubu olustururken hastalara
benzer yas grubunda ve sistemik veya lokal
patolojisi olmayan saglikli bireyler secildi.
Kontrol grubundaki hastalara FFA diginda yu-
karrda belirtilen oftalmolojik muayenelerin
hepsi uygulandi.

Pattern doniigimlii ve flag gorsel uyarilmig
potansiyel kayitlari, klinik norofizyoloji la-
boratuvarinda, Nihon-Kohden Neuropack Four
EMG/EP cihazi ile karanlik bir odada yapildu.
Pattern doniisiimlii gorsel uyarilmis potansiyel
kayitlari i¢in, uyaran olarak 16x16 mm boyutlu
siyah-beyaz dama patternleri doniigiimlii ola-
rak, 20x31 cm ekranli video monitdrden ve-
rildi. Uyaran frekansi 1 Hz idi. Olgular ekranin
tam kargisina ve ekrandan 130 cm uzakliga
oturtuldu. Bir gozleri rondel ile kapatilarak
diger gozleri ile ekranin ortasindaki beyaz ka-
rcye sabit olarak bakmas: istendi. Her iki goz
ayri ayri ve tam alan olarak uyarildi. Referans
elektrod Fz'ye aktif elektrod Oz'ye yerlestirildi.
Toprak elektrod Fpz'de idi. Elektrod im-
pedanslar1 5 kOhm'un altindaydi.

Yiikseltici filtreleri 1 Hz -100 Hz, analiz za-
mant 300 msn, duyarlilik 20 mikrovolt/birim
idi. Her bir goz icin 100 yanitin ortalamasi
alind1.

Flag gorsel uyarilmig potansiyel kayitlari
icin olgularin gozlerinden 25-30 c¢cm uzakliga
yerlestirilen flas stimiilatér ile 1 Hz fre-
kansinda uyarilar verildi. Olgular bir goézleri

rondel ile kapali iken diger gozlerini yumdular.
Her bir goz icin ayn ayn kayitlama yapildi ve
100'er yamtin ortalamas: alindi. Referans
elektrod Fz'de, aktif elektrod Oz'de ve toprak
elektrod Fpz'de idi. Elektrod impedanslari 5
kOhm'un altindaydi. Yiikseltici filtreleri 1 Hz -
100 Hz, analiz zamani 500 msn, duyarhlik 20
mikrovolt/birim idi.

Her iki tip uyaran ile elde edilen gorsel uya-
rilmig potansiyellerin dlciimleri i¢in, Pioo dal-
gasinin latansi, N7s/Pioo tepeler arasi amplitiidii
ile P1oo/N1ss tepeler arasi amplitiidii, N7s ve Niss
latans1 kullanildi.

Elde edilen veriler parametrik test var-
saymmlarimi yerine getirdiginden, iki ortalama
arasindaki farkin 6nem kontrolleri ve bagimsiz
ornekler igin iki ylizde arasindaki farkin 6nem
kontrolleri "t" testi ile yapildi. Verilerin ana-
lizinde "Bio-Medical Data Processing"
(BMDP) istatistik paket programi kullanildi.

SONUCLAR

Klinik bulgulara gore ti¢ ayn caligma grubu
olusturuldu. Yas tip SMD'u olan 10 hastanin
15 gozii galisma kapsamina alindi. Bu has-
talarin 4 tanesi kadin, 6 tanesi erkek olup, yas-
lar1 60-85 (68.5+ 4.3), gorme keskinlikleri 4
metreden parmak sayma ile 8/10 arasinda de-
gigmekteydi.

Kuru tip SMD'u olan 13 hastanin 21 gozii
¢aligma kapsamina alindi. Bu hastalardan 5 ta-
nesi kadin, 4 tanesi erkek olup, yaglan 50-88
(65.9+ 3.1), gorme keskinlikleri 1/10 ile tam
arasinda degismekteydi.

Kontrol grubunu olusturan saghkh 10 ki-
sinin 15 gozii ¢aligma kapsamina alindi. Bun-
lardan 6 tanesi kadin, 4 tanesi erkek olup, yas-
lar1 56-70 ( 62.5 + 0.5 ), gorme keskinlikleri
8/10 - tam arasinda degismekteydi.

Gruplarin yas, cinsiyet, gorme kec;kmho]
yoniinden ozellikleri tablo 1'de gosterildi.

Flag ve pattern VEP testlerinden sonra Pioo
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YAS TIP SMD

KURU TIP SMD KONTROL GRUBU
(Flag-Pattern VEP) (Flag-Pattern VEP) (Flas-Pattern VEP)
Millisaniye Millisaniye Millisaniye
MEAN 139.53 -106.74 140.66 - 111.93 134.73 - 100.57
MEDIAN 141.50 - 105.00 141.00 - 108.00 134.00 - 100.00
STD.DEV. 18.45-6.11 12.63 - 9.80 14.04 - 3.27
STD.ERR. 3.93-1.30 3.26-2.53 3.62-0.84
MAXIMUM 180.00 - 123.00 165.00 - 132.00 156.00 - 107.00
MINIMUM 97.80 - 98.40 116.00 - 101.00 100.00 -95.40
MEAN : Aritmetik ortalama STD.DEV. : Standart sapma
MEDIAN : Orta deger, STD.ERR. : Standart hata
MAXIMUM  : En biiyiik deger, MINIMUM : En kiigiik deger
Tablo II. P100 latansina ait 6l¢iim sonuglari (milisaniye). -
Latans (Milisaniye) Latans (Milisaniye)
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Grafik 1. P100 latansina ait dl¢iim sonuglari (Milisaniye)

latansina  ait  Olciimlerin  incelenmesi  so-
nucunda flag VEP &l¢iimlerinde her ii¢ grup
arasinda istatistiksel olarak anlamli kabul edi-
lebilecek bir farklilik gézlenmedi. Pattern VEP
sonuglarida Pioo latansina ait dlglimler her iki
grup SMD'da kontrol grubuna nazaran anlaml
olarak artmig bulundu. Iki grup kendi ara-
larinda kiyaslandifinda ise yas tip SMD'daki

olgtimlerin kuru tip SMD'a gore anlamli bir
artig gosterdigi goriildii (p<0.05). Piwo la-
tasanina ait degerler tablo II ve grafik 1'de gos-
terilmistir.

Nos/Piwo

amplitiidiine  ait Ol¢limler in-

~celendiginde flas VEP'de her iki grup SMD'da

amplitiidler kontrol grubuna gore anlamli ola-
rak azalmig bulundu. Kuru tip SMD'a gruptaki
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KURU TIP SMD YAS TIP SMD KONTROL GRUBU
(Flag-Pattern VEP) (Flag-Pattern VEP) (Flag-Pattern VEP)
Mikrovolt Mikrovolt Mikrovolt
MEAN 11.27 - 6.14 17.31 -6.44 "24.71-9.49
MEDIAN 10.60 - 5.35 15.30-5.12 23.80-7.72
STD.DEYV. 5.82-3.45 11.37-4.34 14.38 -4.24
STD.ERR. 1.24 - 0.73 293 -1.12 3.71-1.09
MAXIMUM 29.70 - 14.40 34.60 - 14.10 61.30 - 18.20
MINIMUM 5.04-1.80 379 - 2.11 10.90 - 4.56
MEAN : Aritmetik ortalama STD.DEV. : Standart sapma
MEDIAN : Orta deger, STD.ERR. : Standart hata
MAXIMUM  : En biiyiik deger, MINIMUM  : En kiiciik deger
Tablo 111 N7s/P100 amplitlidiine ait ¢lgiim sonuglari (mikrovolt).
Amplitiid (Mikrovolt) Amplitiid (Mikrovolt)
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Grafik 2. N 75 P100 amplitiidiine ait 6l¢iim sonuglar1 (Mikrovolt)

degerler yag tip SMD'a ait degerlere gore daha
azalilmigti ve bu azalma istatistiksel olarak
anlamlilik gosteriyordu (p<0.05). Pattern VEP
testinde yapilan dlgiimlerde her iki tip SMD'da
kontrol grubuna goére anlamli bir azalma mev-
cuttu (p<0.05). Her iki grup SMD sonuglar
kendi arasinda kiyaslandiginda olgiimler ara-
smda anlamli bir farklilik gézlenmedi. N7s/Pioo
amplitiidiine ait olciimler tablo III ve grafik

2'de gosterilmistir.

Pioo/N14s amplitiid degerleri flas VEP'de her
iki tip SMD'da kontrol grubuna gére anlamli
olarak daha diisiik bulundu (p<0.05). Fakat iki
grup SMD arasinda anlaml: bir degisiklik sap-
tanmadi. Pattern VEP sonuglar ii¢ grupta bir-
birine yakin degerlerdeydi. Pioec /N 145 amp-
litid degerleri tablo IV ve grafik 3'de
gosterilmistir.
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KURU TIP SMD YAS TIP SMD KONTROL GRUBU
(Flag-Pattern VEP) (Flas-Pattern VEP) (Flag-Pattern VEP)
Mikrovolt Mikrovolt Mikrovolt
MEAN 8.30 - 8.83 9.00-7.70 14.74 - 11.63
MEDIAN 6.60 - 8.66 7.30-5.77 12.40 - 9.81
STD.DEV. 5.58 -4.54 4.86 - 5.01 7.20 - 6.59
STD.ERR. 1.19-0.96 1.25-1.29 1.86-1.70
MAXIMUM 22.50 - 17.60 21.10- 18.40 34,70 - 25.60
MINIMUM 1.53-1.59 278 - 2.34 754 -3.56
MEAN : Aritmetik ortalama STD.DEV. : Standart sapma
MEDIAN : Orta deger, STD.ERR. : Standart hata
MAXIMUM  : En biiyiik deger, MINIMUM : En kiigiik deger

Tablo IV. P100 /N145 amplitiidiine ait 6l¢tim sonuglar1 (mikrovelt).
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Grafik 3. P100/N 1,5 amplitiidiine ait dlgiim sonuglan (Mikrovolt)

Nis ve Niss latanslarina ait Glgiimler in-
celendigi zaman hem flag, hem de pattern
VEPde her li¢ grup arasinda anlaml: bir de-
gisiklik gozlenmedi. Nos latansina ait degerler
tabio V ve grafik 4, Niss latansina ait degerler
tablo VI ve grafik 5'de gOsterilmistir.

Yas ve kuru tip SMD'lu gruplar ile kontrol
grubuna ait trase ornekleri resim 1, 2 ve 3'de
gosterilmistir. ‘

.Resim 1. Yas tip SMD'a ait VEP traseleri
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KURU TIP SMD YAS TIP SMD KONTROL GRUBU
(Flag-Pattern VEP) (Flag-Pattern VEP) (Flas-Pattern VEP)
Milisaniye Milisaniye Milisaniye
MEAN 94.15 - 75.96 93.54 - 80.84 85.15 - 74.65
MEDIAN 93.30 - 75.75 88.50 - 79.80 85.00 - 75.00
STD.DEV. 14.03 - 8.45 14.25 - 13.07 8.08 - 3.55
STD.ERR. 2.99-1.80 3.68 - 3.37 2.08 - 0.91
MAXIMUM 121.00 - 95.00 127.00 - 110.00 100.00 - 81.00
MINIMUM 73.50 - 52.50 81.00 - 52.50 71.10 - 69.90
MEAN : Aritmetik ortalama STD.DEV. : Standart sapma
MEDIAN : Orta deger, STD.ERR.  : Standart hata
MAXIMUM  : En biiyiik deger, MINIMUM  : En kiigiik deger

Tablo V. N7s latansina ait 8l¢lim sonuglar (milisaniye)
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Grafik 4. N 55 Latansina ait 6l¢tim sonuglart (Milisaniye)
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Resim 2. Kuru tip SMD'a ait VEP traseleri
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Resim 3. Kontrol grubuna ait VEP traseleri
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KURU TIP SMD YAS TIP SMD KONTROL GRUBU
(Flag-Pattern VEP) (Flas-Pattern VEP) (Flag-Pattern VEP)
Milisaniye Milisaniye Milisaniye
MEAN 178.04 - 145.86 182.66 - 151.46 179.20 - 133.26
MEDIAN 183.50 - 138.50 179.00 - 144.00 174.00 - 133.00
STD.DEV. 24.15-25.71 19.79 - 25.00 31.91 -8.80
STD.ERR. 515-6.45 5.10-6.45 8.23-2.27
MAXIMUM 216.00 - 229.00 231.00 - 206.00 263.00 - 191.00
MINIMUM 133.00 - 124.00 151.00 - 123.00 129.00 - 122.00
MEAN . Aritmetik ortalama STD.DEV. : Standart sapma
MEDIAN : Orta deger, STD.ERR.  : Standart hata
MAXIMUM  : En biiyiik deger, MINIMUM  : En kiigiik deger

Tablo VL. N145 latansina ait 6lgiim sonuglar1 (milisaniye)
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Grafik 5. N |45 Latansina ait 6lgiim sonuglar (Milisaniye)

]
250 T
“
I
Il
I
Il
200 i
I ﬂ
11 .
11
whdn
150
=
100
Gruplar (Flag VEP)
T gt g P
Kuru tip SMD Yag tip SMD Kontrol Grubu
TARTISMA

Oksipital gorsel korteksin biiylik bir kismu
makiiler bélgeden sorumlu oldugu icin, VEP
makiiler fonksiyonlarin degerlendirmesinde
cok onemli bir testtir. VEP ayrica infantlarda
gorme keskinligi hakkinda bilgi edinmede,
ozellikle demiyelinizasyonla seyreden optik
sinir hastaliklarinin tanisinda, optik ortamlari
opak olan vakalarda gérme potansiyelinin de-
gerlendirilmesinde, makiiler ©6dem, santral
serdz kordoidopati, Stargart hastalifi, amb-

liopinin tanimlanmasinda, renk korliiklerinde,
okiiler hipertansiyon ve glokomda, vi-
telliruptive makiiler dejenerasyonda, senil ma-
killer dejenerasyonda, makiiler bdlgeyi icine
alan retinal infarktlarda, kon distrofisinde, ma-
kiiler o6demli diabetik retinopatide, retinitis
pigmentoza gibi hastaliklardan etkilenir ve bu
klinik patojilerin tanilarinda  kullanilabilir.
13456 Cinsiyet, vyas, diizeltilmemis ref-
raksiyon kusuru, pupil capt gibi faktérler VEP
sonuclarini etkileyen faktorlerdir. Yash ki-



175 Yasa Bagl Makiiler Dejenerasyonda Gorsel Uyanimiy Potansiyeller

silerde Pioo latansinda artma goriiliirken, amp-
litiidlerde ve VEP'in genel goriiniimiinde be-
lirgin bir degisiklik belirlenmemistir. Yas-
lilarda ganglion hiicrelerinin kaybz,
demiyelinizasyon, aksonal &dem, optik sinir
liflerinin kaybi gibi nedenlerle VEP'de de-
gisiklikler olabilmektedir.78 Calismamizi ya-
parken hastalarin pupil c¢apr Olglimleri ya-
pilmig, refraksiyon kusuru varsa diizeltilmis,
midriatik kullanilmamustir. Ayrica fundus mu-
ayenesi yapilirken makiilapatisi diginda pa-
tolojisi olan hastalar ¢aligma kapsamina alin-
mamuglardir. Ayrica gruplar olusturulurken yag
~ ortalamalarinin birbirine yakin olmasi i¢in se-
cici olarak davranilmistir. Orpin ve arkadaglar
gorme keskinligi 6/120'den diisiik olan ma-
kiilopatili hastalarda yaptiklar: arastirmada flag
ve pattern VEP'de basarisiz olduklarini bil-
dirmislerdir.® Bizim vakalarirmzda gorme kes-
kinligi tashihle yeterli diizeyde oldugu igin
VEP trasesi tiim olgularda alinabilmigtir.

SMD'lu hastalarda retinanin dig katlarinda
ve Ozellikle pigment epitel tabakasinda 6nemli
dejeneratif degisiklikler oldugu bilinmektedir.
Elektrookiilografi (EOG) pigment epiteli fonk-
siyonunu yansittigi i¢in bu hastalarda anormal
EOG beklenmelidir. Fakat ¢esitli ¢calismalarda
EOG ile klinik gozlem ve fonksiyonel de-
gisimler arasinda her zaman direk bir iligki ol-
madig1 bildirilmigtir. Marcus ve arkadaglar
SMD'lu 22 gézde yaptiklar: elektrafizyolojik
testlerde ERG'nin SMD igin rutin incelemede
gerekli bir islem olmadigmi, EOG'nin SMD
i¢in diagnostik bir test olmakla birlikte ileri bir
degerlendirme gerektigini, VEP'in ise belirgin
bir anormallik gosterdigini ve klinik gériinlim
ve gorme keskinligi degismemesine -kargin
VEP trasesinin ii¢ yil iginde anormal de-
gisiklikler gosterdigini bildirmiglerdir .10

VEP gorme alanindaki santral 10 derecelik
béliimde olusan aktiviteden kaydedildigi igin
makiiler bélge ve onunla ilgili yollarin fonk-
siyonunu yansitmaktadir. Celesia ve ar-
kadaslar1 makiilopatili hastalarda pettern ERG
ve VEP'in tanisal olarak makiila veya optik si-
nirin hagisinin tutulduguna karar vermede ya-

rarli oldugunu belirtmiglerdir.)! Bu yazarlara

gore makiilopati ve retinopatili hastalarda ERG
alinamaz ve VEP tetkikinde ise Pioo latasind
gecikme vardir. '
Caligmamizda Pioo latansi olciimleri flag
VEP'de ii¢ grup arasinda anlamli bir fark gos-
termemektedir. Pattern VEP'de ise yag tip
SMD'a ait grpba diger iki gruba kiyasla an-
laml1 bir artig vardir. Kuru tip SMD'lu grupta

da Pioo latansi Ol¢iim sonuglari kontrol gru-
buna nazaran istatistiksel olarak farkli bir artis
gostermektedir. Pattern VEP organik bir ne-
dene bagh gorme keskinligi azalmasim be-
lirlemede kullanildigindan g¢alismamiz  so-
nuglarina gore yas ve kuru tip SMD'lu
gruplarda ileti hizimin yavagladigint séylemek
miimkiin olacaktir. Lennerstrand ve arkadaslari
19 makulopatili hastada yaptiklan VEP in-
celemesinde Pioo latans Ol¢limiinii ortalama
19.6 milisaniye (6-39 milisaniye) artnug olarak
bulmuslardir.5 Bir diger ¢alismada ise Pioo la-
tansinda 45 milisaniye iizerindeki artigin optik
sinir disfonksiyonunu yansitt1gr ileri  sii-
riilmiistiir.’? Calismarmizda pattern VEP 6l-
ciimlerinde Pioo latansina ait artig yas tip
SMD'lu grupta 11 milisaniye, kuru tip SMD'lu
grupta ise 6 milisaniyedir ve sonuclar bir-
birinden anlamh farkliliklar gé&stermektedir.

VEP trasesi bireysel ¢esitli faktorlere bagl
olarak degisiklik gostermesine kargin pozitif
ve negatif dalgalardan meydana gelmektedir.
Bunlardin ilk negatif dalga Nvs (N1), ikincisi
ise Niss (N2) olarak tanimlanir, N7s dalgast bazi
normal kisilerde hi¢ goriilmezken bazilarinda
Pioo latansi kadar genis olabilir.!? Bunlar daha
gok iletim fonksiyonu goren sinir liflerinin sa-
yist hakkinda bilgi verirler.!3 Caligmamizda
N7s/Pioo ve Pioo/Nias amplitiidlerini mikrovolt
olarak olctiik. N7s/Pio amplitiidii flag VEP'de
her iki grup SMD'da amplitiidler kontrol gru-
buna gore anlamli olarak azalmig bulundu.
Kuru tip SMD'a ait gruptaki degerler yas tip
SMD'a ait gruptaki degerlerden daha ¢ok azal-
mig olup, bu azalma istatistiksel olarak an-
lamlilik gosteriyordu. Pieo/Niss amplitiidi pat-
tern VEP'de her ii¢ grupta benzer sonuclar
verirken, flag VEP'de her iki SMD'lu grupta
kontrol grubuna nazaran anlamli bir diisiis
vardi. -

Hem flas hem de pattern VEP testleripde 6l-
ciilen N7s ve Nus latanslarina ait dégei"ller her
tic grupta anlamh bir farklihk gostermedi. Bu
sonuglara gore, SMD'da bu dalgalara ait amp-
litidlerin belirgin diisiik ol¢iilmesi nedeniyle,
iletideki gorevli sinir liflerinin sayisinin azal-
digi fakat N7s ve Nuss latanslarinin farklilik gos-
termemesi nedeniyle de ileti hizinin  de-
gismedigi sonucuna varnlir. Literatiirde bu
dalgalara ait sonuclarin degerlendirdigi ve
6lgtim sonuglarimin verildigi her hangi bir aras-
tirmaya rastlayamadifimiz icin rakamsal so-
nuglarimizi kiyaslayamadik.

Sonug olarak non-invaziv, tekrarlanabilir,
objektif, sonuclarina giivenilir, uygulamasi



Ret-vit 1997:5:168-176

176

basit ve ucuz olan elektrofizyolojik testlerin,
bilhassa VEP'in, SMD'da gosterdigi de-
gisikliklerin daha iyi anlasilmast ve stan-
dardizasyonu risk altindaki SMD hastalarinin
belirlenmesini, bu hastalarda koruyucu tedavi
gereksinimini ve bu hastalarin takibinde fay-
dali  bir yontem  belirlememizi  ko-
laylagtirabilecektir.
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